Zatacznik nr 1: Opis Przedmiotu Zamoéwienia do postepowania numer WF/2/ZP/2021

,Dostawa Dynamicznego Analizator Widma dla Wydziatu Fizyki Politechniki Warszawskiej”
(WF/2/ZP/2021)

Przedmiotem zamdwienia jest dostawa dynamicznego analizatora widma o parametrach
technicznych i funkcjonalnych nie gorszych niz wyspecyfikowane ponizej. Przedmiot zamdwienia

musi pochodzi¢ z legalnego zrédta i by¢ przeznaczony do uzytkowania w Polsce.

Nazwa zamdwienia: Dostawa dynamicznego analizatora mechanicznego dla Wydziatu Fizyki

Politechniki Warszawskiej

Nr referencyjny postepowania: WF/2/ZP/2021

1. Zamawiajgcy nie dopuszcza w celu osiggniecia wymaganych w OPZ wymagan technicznych i
funkcjonalnych stosowania zadnych ,przejsciéwek”, konwerteréw, rozgateziaczy tp..

2. Wykonawca wraz z przedmiotem zamowienia dostarczy dokumentacje (instrukcja obstugi w
jezyku polskim lub angielskim). Dopuszcza sie dostarczanie dokumentacji w postaci plikow
cyfrowych na ptycie CD/DVD.

3. Zakres przedmiotu zamodwienia obejmuje dostawe towaru fabrycznie nowego,
zmontowanego z fabrycznie nowych czesci i nieuzywanych, w opakowaniu producenta,
wolnego od wad materiatowych i prawnych, posiadajgcego wymagane dopuszczenia do
stosowania, spetniajgcego wymagania wynikajace z przepiséw bezpieczeristwa i higieny
pracy, kompletnego, to znaczy dostarczonego wraz ze wszystkimi materiami i akcesoriami
niezbednymi do jego uruchomienia i pracy zgodnie z przeznaczeniem, pochodzié z oficjalnego

kanatu dystrybucji zgodnie z wymaganiami ich odpowiednich producentow.

Adres dostawy:
Politechnika Warszawska, Wydziat Fizyki
ul. Koszykowa 75

00-662 Warszawa



Warunki ogdlne:

1.

Oferowany sprzet/produkt/towar ma by¢ fabrycznie nowy, nieuzywany oraz
nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny,
kompletny i gotowy do pracy (wyprodukowany nie wczes$niej niz w 2020r.)

W momencie oferowania wszystkie elementy oferowanej architektury muszg byé dostepne.
Urzadzenia i ich komponenty muszg by¢ oznakowane przez producentéw w taki sposdb, aby
mozliwa byta identyfikacja zaréwno produktu jak i producenta (dotyczy rowniez
komponentdéw urzadzenia).

Urzadzenia muszg by¢ dostarczone Zamawiajgcemu w oryginalnych opakowaniach
fabrycznych producenta. Do kazdego urzadzenia musi byé dostarczony komplet
standardowej dokumentacji dla uzytkownika w formie papierowej lub elektronicznej.

Do kazdego urzadzenia musi by¢ dostarczony komplet nosnikdw umozliwiajacych
odtworzenie oprogramowania zainstalowanego w urzadzeniu.

Urzadzenia muszg by¢ zgodne z europejskimi normami dotyczacymi oznakowania CE.
Wszystkie urzadzenia muszg wspotpracowac z siecig energetyczng o parametrach: 230 V
10%, 50 Hz.

Gwarancja: nie mniej niz 12 miesiecy

Minimalne, wymagane przez Zamawiajgcego parametry techniczne:

1)

8)

9)

Konstrukcja aparatu powinna zawieraé grafitowe tozyska powietrzne dla beztarciowego
ruchu watu napedowego i zapewnia dwudziestopieciomilimetrowy przesuw bez uzycia
sprezyn, $rub lub silnikéw korkowych

Detekcja ruchu watu napedowego powinno odbywac sie poprzez liniowy koder optyczny,
ktory zapewnia rozdzielczo$é rowng 0,1 nanometr na catej odlegtosci 25 mm (rozdzielczos¢ 1
w 250,000,000).

Aparat DMA powinien by¢ wyposazony w piec z uzwojeniem bifilarnym (dwunitkowym)
Aparat musi by¢é wyposazony w chtodzenie pieca w sposdb niekontrolowany do -160°C za
pomocg przedmuchu azotem z cewki miedzianej zanurzonej w ciektym azocie.

Aparat powinien posiada¢ kontrolowane grzanie od -160°C do 600°C

Stabilnos$¢ izotermiczna +0,1%

Musi by¢ mozliwos¢ przysztej rozbudowy aparatu o mechaniczne, kontrolowane chtodzenie
do minimum -100°C (bez wykorzystywania ciektego azotu)

Musi by¢ mozliwos¢ przysztej rozbudowy aparatu o komore wilgotnosciowg, w ktérej mozna
kontrolowa¢ oddzielnie temperature i wilgotnos¢ wzglednga

Aparat DMA powinien by¢ wyposazony w kolorowy wyswietlacz z dotykowym ekranem

10) Urzadzenie powinno by¢ wyposazone jest w zautomatyzowane tryby kalibracji specyficzny

dla kazdego rodzaju uchwytu.

11) Oprogramowanie do sterowania urzgdzeniem oraz analizy danych powinno mie¢ mozliwos¢é

zainstalowania na dowolnej ilosci komputeréw.

12) Aparat DMA powinien by¢ sterowany systemem operacyjnym, ktéory ma mozliwosé

sterowania réwniez aparatami DSC, TGA, SDT, TMA a takze reometrami.

13) Wraz z aparatem dostarczone muszg by¢ nastepujgce uchwyty:

a. Pojedynczy/podwajny uchwyt wspornikowy
b. Uchwyt rozciggajacy



c. Uchwyt Sciskajgcy

Specyfikacja pomiaréw wiskoelastycznych:

Zakres Modutu sprezystosci

(w zaleznosci o uchwytu)
Precyzja Modutu:

Zakres czestotliwosci:
Maksymalna sita:

Minimalne naprezenie wstepne
(dla rozciggania/sciskania)
Rozdzielczos¢ sity:

Zakres Tané:

Czuto$é Tané:

Rozdzielczos¢ Tand:

Zakres dynamicznego odksztatcenia prébki:

Rozdzielczos¢ amplitudy

Urzadzenie DMA powinno pozwala¢ na przeprowadzenie pomiaréw w nastepujacych trybach
pomiarowych a takze umozliwia potaczenie trybéw w dowolnej kombinacji w jedna nieprzerwang

sekwencje testowq:

od 10° do 10" Pa

+/-1%

od 0,001 do 200 Hz w odstepach 0,01
18 N

0,001 N

0,0001 N

od 0,0001 do 10

0,0001

0,00001

od +/- 0,005 to 10 000 pum

0,1 nm

Statyczne/dynamiczne obcigzenie podczas oscylacji w statej sile (Force-Track (Autotension)
Modes),

Liniowa szybkos¢ grzania podczas pomiaru odpowiedzi lepkosprezystej przy jednej
czestotliwosci, czestotliwosciach dyskretnych lub zakresie czestotliwosci, zmieniajgcych sie w
sposob liniowy lub logarytmiczny (temperature ramp)

Krokowy wzrost temperatury, utrzymywany izotermicznie przez okreslony czas, w ktorym
nastepuje przemiatanie czestotliwosci, po ktérym temperatura ponownie przesuwa sie do
kolejnej izotermy i kolejnego przemiatania czestotliwosci (temperature sweep)

Temperatura izotermiczna i stata amplituda odksztatcenia lub sita podczas pomiaru
odpowiedzi lepkosprezystej na wybrane przez operatora czestotliwosci oscylacji (frequency
sweep)

lzotermiczna temperatura i stata czestotliwos¢ podczas pomiaru odpowiedzi
lepkosprezystych na wybrang przez operatora site lub amplitude oscylacji (Stress/Strain
Sweep)

Temperatura izotermiczna, stata amplituda oscylacji lub sita i stata czestotliwos¢ oscylacji
podczas pomiaru wtasciwosci lepkosprezystych w funkcji czasu (Time Sweep)

Temperatura izotermiczna, stata amplituda oscylacji lub sita i stata czestotliwo$¢ oscylacji
podczas pomiaru wtasciwosci lepkosprezystych w funkcji cykli odksztatcenia (Fatigue Test)
Staty wzrost odksztatcenia w statej temperaturze (Strain Ramp)



=  Staty wzrost sity w statej temperaturze (Stress Ramp)

= State odksztatcenie w liniowym wzroscie temperatury (IsoStrain)
= State naprezenie w liniowym wzrosScie temperatury (IsoStress)

= Petzanie (Creep),

= Relaksacja (Stress Relaxation)

Specyfikacja oprogramowania:

Oprogramowanie do analizy wynikdw umozliwia tworzenie wykresdw, tabel, analizowanie pikéw-
wartos¢ temperatury lub punktdw poczgtkowych, nachylenia, szczytu, integrowanie dowolnej
krzywej, wartosci krzywej, odejmowanie krzywe;j.

Dane sg dostepne w formacie tekstowym i/lub w arkuszu kalkulacyjnym.

Oprogramowanie Master Curve posiada mozliwos¢ automatycznego przesuniecia danych i
dopasowania z réwnaniem WLF lub Arrheniusa. Wszystkie dane sg dostepne réwniez dla recznego
przesuniecia.

Cechy dodatkowe:

- Roczna gwarancja na dostarczone urzadzenie oraz 5-letnia na piec DMA

- Autoryzowany serwis, gwarancyjny i pogwarancyjny.

- Certyfikat bezpieczenstwa — znak CE (kopie certyfikatu lub deklaracji zgodnosci dostarczony wraz z
dostawg przedmiotu zamowienia)

- dostawa, instalacja oraz szkolenie stanowiskowe w cenie zestawu



